A base deste trabalho esta no usd élenica de Abelégsara a caracterizacdo de filmes finos. A Técniza d
Abelés utiliza o conceito dé@ngulo de Brewsteipara determinar o indice de refragdo superfical fitimes
homogéneos. Ao contrério de técnicas usuais dedaeldi indice de refracao (Elipsometria, Modos Gasafurvas
Envoltdrias, etc), a medida realizada com a Técde#beles independe da espessura fisica do firidéia da
técnica é bastante simples. Trata-se de uma medidparativa entre refletancias de luz polarizaday o campo
elétrico oscilando paralelo ao plano de incidédeiduz polarizacao p: a luz refletida pelo conjunto filme-substrato
é diretamente comparada com a luz refletida pdbstsato apenas. Esta medida s vai ser possivardealizada
em uma amostra que apresentar uma regido do dohsteznchida com o filme a ser analisado e oefg&éo sem
filme algum. Os valores da intensidade de reflétdde luz sao diferentes entre si para um anguioadéncia®d,
mas, na condi¢do de Brewstdrg], estes valores de refletancia se igualam. Essddgde aparece devido ao fato de
o feixe incidente ser totalmente refratado na fatemy/n: (meio de incidéncia / filme), ou seja, a amplituaeluz
gue chega a interfagg/ng,, (filme / substrato) é a mesma que a do feixe antiel quando este chega a interface
ny/ngy, Concluséo: as amplitudes refletidas pelas intedasdo as mesmas na condi¢cdo de Brewster. Ovobjeti
primordial deste trabalho € obter - além do indieerefracao superficial do filme, seu indice méchhon maior
precisdo e sua espessura fisica. Isto pode sé&zadmlempregando a Técnica de forma preliminaips@hetria
espectral, de modo que solugdes miltiplas destzlsémadas e posteriormente é refinada a medidadice de
refragéo.



